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Ementa:  
Estrutura eletrônica de átomos, moléculas e sólidos. Interação de raios-X com a 
matéria. Princípio de funcionamento da espectroscopia de fotoelétrons excitados por 
raios-X (XPS). Instrumentação para XPS. Referência de energia e compensação de 
carga. Interpretação do espectro: análise qualitativa e quantitativa. 
1 –Estrutura eletrônica de átomos, moléculas e sólidos 
1.1 Átomos multieletrônicos e números quânticos 
1.2 Efeito spin-órbita 
1.3 Moléculas e ligações químicas 
1.4 Sólidos: estrutura eletrônica, bandas e nível de Fermi 
1.5 Superfícies 
2 –Interação de raios-X com a matéria 
2.1 Difração de raios-X 
2.2  Efeito fotoelétrico 
2.3 Fluorescência de raios-X 
2.4 Efeito Auger 
3 –Princípio de funcionamento da espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios-X 
(XPS) 
3.1 Relação entre energia de ligação dos elétrons e ligações químicas 
3.2  Profundidade de medida 
3.3 Seções de choque 
4 –Instrumentação para XPS 
4.1 Sistemade vácuo 
4.2  Fontes de raios-X 
4.3 Monocromador 
4.4  Espectrômetro 
4.5  Instrumentos adicionais 
5 –Referência de energia e compensação de cargas 
5.1 Referência de energia para condutores 
5.2  Referência de energia para isolantes 
5.3 Métodos para compensação de carga 
6 –Interpretação do espectro: análise qualitativa e quantitativa 
6.1 Forma do espectro 
6.2  Fotopicos 
6.3 Background 
6.4 Perdas de energia 
6.5  Picos Auger 
6.6  Efeitos de estado inicial e efeitos de estado final 
6.7  Determinaçãoda composição química 
6.8  Ajuste de curvas: determinação do estado químico 
6.8.1 Forma das curvas 
6.8.2 Dubletos 
6.8.3 Vínculos 
6.8.4 Parâmetros de ajuste 
6.9. Análise de componente principal 
6. 10 Estudos de caso 
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